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Técnicas avancadas de caracterizacao de
materiais aplicadas a Engenharia Quimica

Modulo 8

Difracao de raios x (DRX) e

Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios x (XPS)

Instrutores: Carla Camargo e Jhon Jhon Quiroz
Periodo: 09/11,10/11e11/11

Ementa DRX

1. Finalidade da técnica

2. Fundamentos teoricos

3. Procedimento experimental
4. Andlise dos resultados

5. Refinamento de Rietveld



Ementa XPS

1. Introducao

2. Aspectos fenomenoldgicos e fundamentos

3. Instrumentacao

4. Obtencao e interpretacao do espectro fotoeletronico
5. Areas de aplicacio

6. Conclusao



